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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
ta CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2.

Validité de la présente publication

Le contepu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refiete I'état
actuel della technique.

Des rendeignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les rensdignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publicatiohs établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

s «$ite web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEI
Pdiblié annuellement et mis & jour
régulierement
(datalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEL”
etlcomme périodique imprimé

Terminplogie, symboles graphiques
et littéfaux

En ce qu| concerne la terminolagie générale, le lecteur
se reporfera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
techniqug International (VEI),

Pour les|symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usagé<«énéral approuvés par la CEl, le
lecteur cpnsultera\la)CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilationdes feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symbolel 7 3

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Validity of this publication

The technical content of IEC cpublications |is kept
under constant review by the EC; thus ensurng that
the content reflects current téchnology.

Information relating to the date of the reconf{rmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideratfon and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication| as well
as the list\of publications issued, is to be foun/d at the
following IEC sources:

¢ “EC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

e |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refgrred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vogabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter syfnbols to
be used in electrical technology, |EC 60417. Graphical
symbols for use on equipment. [Index, suryey and
compilation of the single sheets and |EC| 60617:
‘cat symbofsfor diagrars:

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESONATEURS A QUARTZ - SPECIFICATION
DANS LE SYSTEME CEI D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 3: Spécification intermédiaire — Homologation
Section 1: Spécification particuliére cadre

AVANT-PROPQS

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisati

internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d’études, aux travaux desquels

accord entre les deux organisations.

dans la plus grande mesure possible un accord international sur’les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationale

nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

lle est fondée partiellement,sur la CEl 122-1.

ateurs a quartz.

a CEIl 1178-1.constitue la spécification générique.

a CEIl 1178-2 constitue la spécification intermédiaire: Agrément de savoir-faire.
a CEKT178-2-1 constitue la spécification particuliére cadre: Agrément de savoir
a‘CEl 1178-3 constitue la spécification intermédiaire: Homologation.

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale(de” nqrmalisation
composée de |'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de.la CE|). La CEl a

gn dans les

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes

fout Comité

national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent égalementhaux travaux. La CH! collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),(selon des conditions| fixées par

Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne, lés‘questions techniques, préparés par les
comités d'études ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant & ces questions, expriment

mormes, de

s'engagent
s de la CEI

dans leurs normes nationales et régionales(“Toute divergence entre la norme de la CEl gt la norme

a Norme internationale CEl 1178-3-1-a été établie par le comité d’études 49 de la CEl: Dispo-
sitifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

a présente section 1 constitue la spécification particuliere cadre: Homologation,| dans le
ystéme CEIl d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) pour les réso-

faire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

49(BC)230 49(BC)246

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL UNITS - A SPECIFICATION
IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 3: Sectional specification — Qualification approval
Section 1: Blank detail specification

FEOREWORD

1) The |EC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide organization for standardizgtion
comgrising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of.the IEC (s to
prompte international cooperation on all questions concerning standardization in the  electrical [and
electionic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standdrds.
Their| preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Commiiftee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatiopal, governmental [and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The [IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization\{1SO) in accordance with
cond|tions determined by agreement between the two organizations.

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the Nationa! Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They|have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
repoits or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National. Committees undertake to apply IEC Internatipnal
Stanglards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. [Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clgarly
indicated in the latter.

International Standard IEC 1178-3-1 has-been prepared by IEC technical committee |49:
Piezoejectric and dielectric devices fanfrequency control and selection.

It is partially based on IEC 122-1.

This s¢ction 1 forms the blank-detail specification: Qualification approval in the IEC Quality
Assesgment System for Electronic Components for quartz crystal units.

IEC 11]78-1 forms the generic specification.

IEC 11]78-2 forms.the sectional specification: Capability approval.

IEC 11[78-2-1forms the blank detail specification: Capability approval.
IEC 11[78<3 forms the sectional specification: Qualification approval.
The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on Voting

49(C0)230 49(C0O)246

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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INTRODUCTION

Spécification particuliére cadre

Cette spécification particuliére cadre est un document supplémentaire a la spécification
intermédiaire et contient les exigences concernant le contenu minimal des spécifications

particuliéres.

Il faudra tenir compte du contenu de I'articie 2 de la CEl 1178-1 pour la préparation des

spécifications particuliéres.

Au cas ol cette spécification ne conviendrait pas pour des résonateurs fabriqués en
petites quantités, il est recommandé d’utiliser la procédure basée sur I'agrément de savoir-

faire

Identification de la spécification particuliére

Lés chiffres indiqués entre crochets figurant sur cette page correspondent aux re
meents suivants qui doivent étre portés dans les cases prévues a cet effet.

[

numéros des modifications.

Identification du résonateur a quartz

a froid.)

[1l Nom de I'Organisme National de Normalisation sous I'autorité\duquel la spé
particuliére est publiée, et dans le cas échéant, de I'organisme ou elle est dispopible.

[I Le numéro IECQ et le numéro assigné par la CEIl a lasspécification particuliéfe.

Numéro de référence et d'édition des spécifications'générique et intermédiai
le cas, de méme que la référence nationale si-efle est différente.

[4] Numéro national de la spécification particuliere, s’il différe du numéro de Iz
date de publication et toute autre information exigée par le systéme national

[8] Une description succincte du résonateur a quartz, ou gamme de résonate
exemple: fréquence, ordredu partiel, coupe, mode.)

Pour [5] et [6] leitexte donné dans la spécification particuliére doit pouvoir é
dans les CEI'QC 001005 et CEI QC 001004.

[11 Dessin d’encombrement comportant les dimensions principales qui ont un
tancecau niveau de Pinterchangeabilité, selon la CEl 122-3 et ses amendements, ou
une(rétérence appartenant a un document national ou international. Sinon, ¢
peut figurer dans une annexe a la spécification particuliére.

nseigne-

cification

re, selon

CEl, sa
avec les

urs. (Par

[6] Information de la constriiction (si applicable). (Par exemple: soudé par résistance ou

re inclus

e impor-

e dessin

Spécification disponible: [1] {IECQEdition . ... ............ [2]
Date . ............ ... . ...
Pagetde .................
COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS [3) [4]
ASSURANCE DE QUALITE PAR HOMOLOGATION,
EN CONFORMITE AVEC:
Dessin d’encombrement [7] | RESONATEURS A QUARTZ 5]
et dimensions
(projection du B -
troisidme diédre) ENVELOPPE (6]

Dimensions en mm
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INTRODUCTION

Blank detail specification

This blank detail specification is a supplementary document to the sectional specification
and contains requirements for style, layout and minimum contents of detail specifications.

In the preparation of detail specifications the contents of clause 2 of IEC 1178-1, shall be
taken into account.

This specification may be inappropriate for small batch production quartz crystal units, in
which case the capability approval approach is recommended. )

Identifigation of the detail specification

The numbers between square brackets on this page correspond to the following items| of
information which should be entered in the spaces provided.

[1]

[2]
[3]

[4]

THe name of the National Standards Organization under whose authority the de

ail

specification is published and, if applicable, the organization. from which the

dgtail specification is available.

THe IECQ number and the number allotted to the detail specification by the IEC.

THe number and issue number of the generic or sectional specification as relevant;

algo national reference if different.

If different from the IEC number, the national number of the detail specification, d

ate

of| issue and any further information required-by the national system, together with

any amendment numbers.

Identifigation of the quartz crystal unit

(5]

(6]

(7]

A |brief description of the quartz crystal unit or range of quartz crystal units. (
example: frequency, order, cut, mode.)

For

Information on typical construction (where applicable). (For example: resistance

welded, cold welded.)

Fqr [5] and [6], the text given in the detail specification shail be suitable for an ertry

in{IEC QC 001005.and IEC QC 001004.

An outline drawing with the main dimensions which are of importance for interch
geability, as-demanded in IEC 122-3 and its amendments and/or reference to the

AN-
ap-

propriate mnational or international document for outlines. Alternatively, this drawjng

y be<given in an annex to the detail specification.

SpecificJtion available from: [1] {IECQIlssue. . ... ............. 14|
Date . .......... ... ........
Pagetof .. ... ... ..........
ELECTRONIC COMPONENTS OF [3]) [4]

ASSESSED QUALITY BY QUALIFICATION
APPROVAL IN ACCORDANCE WITH:

Outline
and dimensions

(third angle B .
projection) ENCLOSURE (6]

Dimensions in mm

[7] | QUARTZ CRYSTAL UNITS [6]
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RESONATEURS A QUARTZ - SPECIFICATION
DANS LE SYSTEME CEI D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 3: Spécification intermédiaire — Homologation

SECTION 1: SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE

1 Performance

(Yoir2:8deta CEH1178=t, pourtesvaleurs préférentiettes):
- gamme de températures de fonctionnement;

- condition de fonctionnement;

- niveau d’'excitation maximal;

— mesure du niveau d’excitation;

- catégorie climatique;

~ sévérité des essais mécaniques.

Se reporter 4 la CEl QC 001005 pour connaitre les fabricants dont les composants
copnformes a cette spécification particuliére sont homologués.

2| Caractéristiques

(Yoir 2.2 de la CEl 1178-1):

fréquence nominale ou gamme de fréquence;
température de référence;

tolérance(s) de fréquence;

résistance de résonance maximale.

m

n supplément, d’'autres caractéristiques peuvent étre demandées, en particulier:

- capacité paraliéle maximale;

- plage de décalage de fréquence ou parameétres dynamiques;
- réponses indésirables;

- taux de vijeillissement;

- influence. du niveau d’excitation.

NOTE >-Ces informations peuvent étre données sous forme de tableau, si nécessaire.

3| Documents de référence

CEI 122-3: Quartz pour le contréle et la sélection de la fréquence — Troisiéme partie: En-
combrements normalisés et connexions des sorties
Amendement 4 (1993)

CEl 410: 1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs

CEl 1178-1: 1993, Résonateurs a quartz — Spécification dans le Systéme CEI d’assurance
de la qualité des composants électroniques (IECQ) — Partie 1: Spécification générique

CE| 1178-3: 1993, Résonateurs a quartz — Spécification dans le Systeme CE! d’assurance
de la qualité des composants électroniques (IECQ) — Partie 3: Spécification intermédiaire:
Homologation (articles 1 a 3)

CEI QC 001004: 1992, Liste de spécifications
CEI QC 001005: 1992, Qualified Products List (Liste des produits homologués)
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1 Rat

(See 2

Inform

specification is available in IEC QC 001005.

2 Characteristics

(See 2

NOT

3 Noimmative references

QUARTZ CRYSTAL UNITS - A SPECIFICATION
IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 3: Sectional specification — Qualification approval

SECTION 1: BLANK DETAIL SPECIFICATION

ings

perating temperature range;
ircuit condition;

aximum drive level;

rive level measurement;
limatic category;

echanical test severities.

tion about manufacturers who have components qualified according to this dg¢

2 of IEC 1178-1):

hominal frequency/range;
eference temperature;
requency tolerance(s);
aximum resonance resistance.

fion, other characteristics including the following may be stated:

maximum shunt capacitance;

motional parameters or frequency pulling range;
inwanted responses;

geing rate;

rive level dependency.

- Information on the above characteristics may be given in tabular form if necessary.

tail

IEC 122-3: Quartz crystal units for frequency control and selection — Part 3: Standard
outlines and lead connections
Amendment 4 (1993)

IEC 41

0: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 1178-1: 1993, Quartz crystal units - A Specification in the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ) - Part 1: Generic specification

IEC 1178-3: 1993, Quartz crystal units - A Specification in the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ) — Part 3: Sectional specification: Qualification
approval (clauses 1 to 3)

IEC QC 001004: 1992, Specifications List
IEC QC 001005: 1992, Qualified Products List
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4 Marquage

Le marquage d’'un résonateur a quartz et de I'emballage primaire doit étre en accord avec
le 2.4 de la CEI 1178-1. Tous les détails doivent étre définis par la spécification particuliére.

5 Informations nécessaires a la commande

Les informations suivantes doivent étre spécifiées:
- quantité;

- numéro IECQ, date, édition de la spécification particuliére;
et,_ol applicable:

-~ fréquence nominale exprimée en kHz ou MHz ainsi que 'ordre du partiel;
- type d'enveloppe;

- tolérance(s) de fréquence et gamme de températures de fonctionnement;
- branchement;

-~ description compléte de toute exigence supplémentaire.

Un exemple du bon de commande doit étre fourni.

6| Rapports certifiés d’essais

-

b spécification particuliére doit indiquer si les rapports certifiés d'essais sont exigés/non
Kigés conformément au 3.11 de la CEl 1178-1.

[

7| Information suppliémentaire (hors.contréle)

-

spécification particuliére peut inclure des informations supplémentaires (qui ne sont
s requises pour étre vérifiées dans la procédure de contréle), telles que schémas de
gnctionnement, courbes, dessins et notes d’explication de la spécification particuliére.

o O

Exigences de contrble

8

Les numéros de paragraphes et d’essais, et les exigences de contréle se réfgrent a la
QgEl 1178-1.
L

es niveaux-de contréle (NC) et les niveaux de qualité acceptables (NQA) donnés au
tableau J.sont tirés de la CEl 410.

Dans es tableaux 1 et 2:
p = périodicité (en mois);
n = taille de I'’échantillon;
c = critére d'acceptation (nombre de défectueux autorisé);
D = essai destructif;
ND = essai non destructif;
NC = niveau de contrble;

NQA = niveau de qualité acceptable.
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4 Marking

The marking of the quartz crystal unit and the primary package shall be in accordance with
the requirements of 2.4 of IEC 1178-1. Full details shall be given in the detail specification.

5 Ordering information

The foli

owing ordering information shall be specified:

- quantity;

- IECQ detail specification number, issue number and date;

and where applirahlp'

- npminal frequency, expressed in kHz or MHz, and overtone order;
- enclosure type;

-

equency tolerance(s) and operating temperature range;

— cjreuit condition;

- fdill description of any additional requirements.

An example of ordering information shall be given.

6 CerIfied test records

The de
in acco
7 Add

The de
verified
for the

8 Insp

ail specification shall state whether certified test\records are required/not requi
dance with 3.11 of IEC 1178-1.
jtional information (not for inspection purposes)

ail specification may include information (which is not normally required to
by the inspection procedure) such as circuit diagrams, curves, drawings and no
clarification of the detail specification.

ection requirements

Subclayse numbers of tests and performance requirements refer to IEC 1178-1.

The ingpection levels (IL) and acceptable quality levels (AQL) given in table 1 are tak

from IE

C 410.

In table|s ¥and 2:

ed

be
es

(en

p
n

Cc

D
ND
iL
AQL

= periodicity (in months);

= sample size;

= acceptance criterion (permitted number of defectives);
= destructive test;

= non-destructive test;

= inspection level;

= acceptable quality level.
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Tableau 1
Numéro de paragraphe Du Conditions NG NQA Exigences
et essai ;D d’essais % de performance
CONTROLE A 100 % ND
4.5.1 Inspection visuelle 4.5.1 4.5.1
essai A
4.7.1 Fréquence et résistance 471 Tolérance de fréquence
de résonance et résistance de résonance
GONTROLE DU GROUPE A
A exécuter par échantillonnage
1ot par lot
Sous-groupe A1 ND I} 0,25
4.7.9 Résistance d'isolement 479 4.7.9
Sous-groupe A2 ND 1} 0,25
4.7.2 Influence du niveau 4.7.2 2.3.6
d'excitation
4.7.3 Fréquence et résistance 4.7.3 Tolérance de fréguence
de résonance en fonction essai A et/ou variation e@ésismnw
de la température de résonance maximale
essai A
4.7.3 Fréquence et résistance &47.3 4.7.3
de résonance en fonction e@ssai B essai B
de la température
(sauf pour enveloppes
verre sous vide)
essai B
Pous-groupe A3 ND I 0,25
4.7.4 Réponses indésirables 4.7.4 Rapport de résistance ou
résistance de régonance
minimale des réponses
indésirables
4.7.5 Capacité paralliéle 4.7.5 Capacité parallgje limite .
4.7.8 Paramétres dynamiques 4.7.8 Tolérances & spgcifier
capacité dynamique C,
ou
inductance dynamique L,
et
résistance dynamique R,
CONTROLE DU GROUPE B
A exécuter, par échantillonnage,
lot par lot
Sous-groupe B1 ND I 0,256
4.6.2 Dimensions 4.6.2 4.6.2
essai B
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Table 1
Subclause number D Conditions AQL Performance
or IL .
and test ND of test % requirements
100 % INSPECTION ND
451 Visual 451 4.5.1
test A
4.7.1 Frequency and resonance 4.71 Frequency tolerance and
resistance maximum resonance
resistance
GROUP A INSPECTION
To be copducted on a sampling
basis, lof-by-lot
Subgroup A1 ND H 0,25
4.7.9 Ipsulation resistance 4.7.9 4.7.9
Subgroup A2 ND I 0,25
4.7.2 rive level dependency 4.7.2 23.6
473 requency and resonance 4.7.3 Frequency tolerance
sistance as a function test A and/or variation and
f temperature maximum resonance
tpst A resistance
473 requency and resonance 473 473
sistance as a function test B test B
f temperature
(pxcept for evacuated
lass enclosures)
stB
Subgroup A3 ND 1 0,25
4.7.4 nwanted responses 474 Response ratios or
minimum resonance
resistance of unwanted
response(s)
4.7.5 hunt capacitance 4.7.5 Shunt capacitance limits
478 otional parameters 4.7.8 Tolerances to be specifipd
otiopal\capacitance C,
r
otional inductance L,
and
motional resistance R,
GROUP B INSPECTION
To be conducted on a sampling
basis, lot-by-lot
Subgroup B1 ND I 0,25
4.6.2 Dimensions 4.6.2 46.2

test B
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Tableau 1 (fin)
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Numéro de paragraphe

et essai

Conditions

ou , .
d'essais

ND

NC

NQA
%

Exigences
de performance

Sous-groupe B1 (suite)

482

point 2)

Etanchéité

Essai de fuite fine
(sauf pour enveloppes
verre sous vide)

point 2)
482

2.3.11

point 1)

Etanchéité

Essai de grosse fuite
(sauf pour enveloppes
verre sous vide)

point 3)

Etanchéité

Essai de vide pour les
résonateurs a quartz
fermés sous vide
(enveloppes verre
uniquement)

Fréquence et résistance
de résonance

point 1)
de 4.8.2

point 3)
de 48.2

4.71

point’1) de
48.2

point 3) de
48.2

Comme spécifié |dans la
spécification parficuliére

4.8.5

4.5.2

4.8.2

$ous-groupe B2

Variation rapide de
température, choc
thermique dans l'air
(sauf pour enveloppes
verre sous vide)

Variation rapide de
température, choc séveére
par immersion dans un
liquide (pour enveloppes
verre uniquement)

Contréle final

Inspection.visuelle
essai’B

point/2)

Etanchéité

Essai de fuite fine
(sauf pour enveloppes

ND
48.5

484

452

point 2)
de 4.8.2

0,25

45.2

2.3.11

482

482

verre sous vide)

point 1)

Etanchéité

Essai de grosse fuite
(sauf pour enveloppes
verre sous vide)

point 3)

Etanchéité

Essai de vide pour les
résonateurs a quartz
fermés sous vide
(enveloppes verre
uniquement)

point 1)
de 4.8.2

point 3)
de 4.8.2

point 1) de
4.8.2

point 3) de
48.2
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Table 1 (concluded)

Subclause number
and test

Conditions

or IL
ND of test

AQL
%

Performance
requirements

Subgroup B1 (continued)

482 item2)
Sealing
Fine leak test
(except for evacuated
glass enclosures)

item 2)
of 4.8.2

2.3.11

482 ifem 1)
ealing
ross leak test
xcept for evacuated
lass enclosures)

48.2 item 3)
ealing
acuum test for
vacuated crystal units
glass enclosures only)

4.7.1 requency and resonance
sistance

item 1)
of 4.8.2

item 3)
of 4.8.2

4.7.1

item 1) of
4.8.2

item 3) of
4.8.2

As specified in the detail
specification

Subgrodp B2

4.8.5 apid change of
mperature, thermal
hock in air
except for evacuated
lass enclosures)

484 apid change of
emperature, severe
hock by liquid immersion
glass enclosures only)

Final indpection

452 isual
est B

482 ftem 2)
ealing
iné/leak test
except for evacuated

ND Il
485

484

45.2

item 2)
of 4.8.2

0,25

4.5.2

2.3.11

glass enclosures)

4.8.2 item 1)
Sealing
Gross leak test
(except for evacuated
glass enclosures)

4.82 item 3)
Sealing
Vacuum test for
evacuated crystal units
(glass enclosures only)

item 1)
of 4.8.2

item 3)
of 4.8.2

item 1) of
4.8.2

item 3) of
48.2
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Tableau 2
Taille de 'échantilion
Numéro de paragraphe c? Conditions P ot crlttérs Exigences
et essai NB d'essais acceptation de performance
p n c
CONTROLE DU GROUPE C
A exécuter par échantillonnage,
lot par lot
Sous-groupe C1 D 3 8 0
4.8.16 Tenue aux solvants 4816 Le marquage doit rester
———de-netioyage lisibte
4.8.1 point 1)
Traction et poussée point 1) point' 1)
des sorties de 4.8.1 de4.8.1
48.1 point 2)
Pliage des sorties point 2) point 2)
par fil de 4.8.1 de 4.8.1
4.8.1 point 3)
Pliage (broche a gorge point 3) point 3)
uniquement) de 4.8.1 de 4.8.1
Contréle final
4.5.2 Inspection visuelle 45.2 452
essai B
48.2 point2)
Etanchéité point 2) 2.4.11
Essai de fuite fine de 4.8.2
(sauf pour enveloppes
verre sous vide)
4.8.2 point1)
Etanchéité point 1) point 1)
Essai de grosse fuite de 4.8.2 de 4.8.9
(sauf pour enveloppes
verre sous vide)
4.7.3 Fréquence et résistance 473 4.7.3
de résonance en fonction essai B essai B
de la température (sauf
pour enveloppes verre
sous vide)
essai B
4.8.2 point 3)
Etanchéité point 3) point 3)
Essai de vide pour les de 4.8.2 de 4.8.2
résonateurs A quartz fermés
sous vide (enveloppes
verre uniquement)
$ols-groupe C2 D 3 8 0
483 pointT)
Brasabilité point 1) point 1)
de 4.8.3 de 4.8.3
4.8.3 point2)
Résistance & la chaleur point 2) point 2)
de brasage de 4.8.3 de 4.8.3
452 Inspection visuelle 452 45.2
essai B
4.7.1 Fréquence et résistance 4.71 Tolérance de fréquence et/ou
de résonance variation et résistance de
résonance maximale
Sous-groupe C3 ND 3 8 0
491 Vieillissement 49.1 Variation maximale autorisée
de la fréquence et de la
résistance de résonance
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